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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 6: Stockage a haute température

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale~de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Ia~xCEl). La CEl a

internationales. lls sont publiés

5) me indication d’approbation et sa responsabilité

une de ses normes.

6) L’attention est attirée s it i S s de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propri i de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ifi i e propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internati E été établie par le comité d'études 47 de la CEl:

Dispositifs a semi

Le texte de

FDIS Rapport de vote
47/1603/FDIS 47/1619/RVD

Le rapport de voteindiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative au stockage a haute température,
est le résultat de la réécriture compléte de I'essai contenu dans l'article 2 du chapitre 3 de la
CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aodt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 6: Storage at high temperature

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of C is to promote

this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Stan heir“\preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested j with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-gowernmen izati liaising

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates e i érnational
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions dg i nt between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical m4

3) The documents produced have the form of recommendations for i
of standards, technical specifications, i
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatton,

5) The IEC provides no marklng procedure to\indi

6) Attention is drawn to the possi

International St rd
Semiconductor es.

The text of this standa he following documents:

Report on voting

47/1619/RVD

Full inform

voting indicate thexabove table.

This mechanical and climatic test method, as it relates to storage at high temperature, is a
complete rewrite of the test contained in clause 2, chapter 3 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 6: Stockage a haute température

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIlI 60749 a pour objet de tester et de déterminer sur tous les
dispositifs électroniques a semiconducteurs l'effet du stockage a température™élevée et sans
contrainte électrique appliquée. Cet essai est considéré comme non d€sd
utilisé de préférence pour la qualification des dispositifs. Si de tels dis itifs™s ivrés, les
effets de cet essai de contrainte fortement accéléré devront étre éva

norme s'appliquent.

2 Reéférences normatives
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 6: Storage at high temperature

1 Scope

The purpose of this part of IEC 60749 is to test and determine the effect on all semiconductor
electronic devices of storage at elevated temperature without electrical stress applied. This
test is considered non-destructive but should preferably be used for device~qualification. If
such devices are used for delivery, the effects of this highly accelerate
to be evaluated.

In general, this test of storage at high temperature is in conforpni
due to specific requirements of semiconductors, the clauses of ¥

2 Normative references
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